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1. Міжфазна взаємодія в багатошарових нанорозмірних композиціях на основі кремнію

2. Interfacial interaction in multilayer nanoscale compositions based on silicon

Реферат:
1. Показано, що в БНК Me/Si (Me: Sc, Mo, W) продуктами взаємодії є аморфні прошарки (АП) з відносно
високим вмістом в них атомів кремнію (ScSi1+x; WSi2-x; Mo5Si3) на міжфазих межах Me-на-Si і переважним
вмістом атомів металу (ScSi1-x; WSi0,6±x; Mo3Si) на міжфазних межах Si-на-Me. Фазовий склад аморфних
прошарків в БНК Mo/Si істотно відрізняється від традиційно використовуваного MoSi2 при описі їх
структури. Процес міжфазної взаємодії можна сильно послабити, якщо зменшити енергію атомів, які
розпилюються, шляхом передачі її частини атомам робочого газу при підвищеному тиску аргону або якщо
використовувати бар'єрні шари. Розроблено методику оцінки фазового складу аморфних прошарків. Вона
заснована на прецизійному вимірюванні відносних об'ємних змін в періодичних БНК, які супроводжують
утворення силіцидних прошарків. Придушення МФ-взаємодії призводить до значного зростання відбивної
здатності БНК в області м'якого рентгенівського випромінювання (1 <  < 50 нм). Реконструйовано моделі



будови БНК, які є функцією товщини металу або бар'єрного шару. Це дало можливість створити
рентгенівську оптику і отримати зображення нанооб’єктів.

2. It is shown that in multilayer nanosized compositions (MNC) Me/Si (Me: Sc, Mo, W), the interaction products
are amorphous interlayers (AIs) of silicide nature with a thickness of 0.5-5.0 nm. Interlayers at different interfaces
are asymmetric both in thickness and composition with a relatively high content of silicon atoms (ScSi1+x; WSi2-x;
Mo5Si3) at Me-on-Si interfaces and a predominant content of metal atoms (ScSi1-x; WSi0.6±x; Mo3Si) at the Si-on-
Me interfaces. It was found that the phase composition of AIs in Mo/Si MNCs significantly differs from the
traditionally used MoSi2 when describing their structure. The dynamics of the transition of Mo layers from the
amorphous state to the crystalline one as a function of the Mo layer thickness (tMo) was studied: the predominant
part of a-Mo crystallizes with increasing tMo thickness by ~ 0.1 nm (from ~ 2.2 nm to ~ 2.3 nm); however, taking
into account the appearance of the first Mo crystallites and traces of the amorphous a-Mo phase, the
crystallization process is stretched by ~ 0.8 nm (from ~ 1.9 nm to ~ 2.7 nm). Such a transition may be accompanied
by an increase in interface roughness. It is shown that with an increase in the thickness of crystalline molybdenum
layers (tMo > 3 nm), the top AIs (Si-on-Mo interfaces) become thinner and can disappear.
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